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273本講義の構成本講義の構成

識別関数のよさを測る規準

最大事後確率則

最小誤識別率則

ベイズ決定則

条件付き確率の推定

パラメトリック法

 最尤推定法，ＥＭアルゴリズム

 ベイズ推定法，最大事後確率推定法

 ノンパラメトリック法

 カーネル密度推定法

 最近傍密度推定法



274まとめまとめ

最大事後確率則：

ベイズの定理より

事前確率はそのカテゴリに含まれる標本
の割合で推定
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275条件付き確率の推定１条件付き確率の推定１

パラメトリックモデルを幾つか用意

最尤推定法により，パラメータを推定（手持ちの
データが最もよく現れるようにパラメータを決定）

赤池の情報量規準によりモデルを選択
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276条件付き確率の推定２条件付き確率の推定２

パラメトリックモデルを幾つか用意
(パラメータは確率変数として扱う）

ベイズ推定法により確率密度関数を推定(パラ
メータの事後分布でモデルを平均）
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277条件付き確率の推定３条件付き確率の推定３
ラプラス近似：積分の近似計算法

最大事後確率推定法：積分を最頻値一点で近似

経験ベイズ法（周辺尤度最大化）によりモデル，
事前分布を決定
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278条件付き確率の推定４条件付き確率の推定４

ノンパラメトリック法：パラメトリックモデルを用い
ない確率密度関数の推定法

パーゼン窓法，カーネル密度推定法：体積を固定し，
標本数をデータから決定する

最近傍密度推定法：標本数を固定し，体積をデータ
から決定する

カーネル密度推定法の式から，k-最近傍識別器が得
られる．kの値は交差確認法により，決定できる．
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279生成モデル vs. 識別モデル生成モデル vs. 識別モデル

訓練標本は事前確率や条件付き確率に従って
生成されているため，訓練標本からこれらの確
率を推定する方法は生成モデル(generative 
model)に基づく方法とよばれている．

一方，生成モデルは直接推定せずに，決定境
界を直接モデル化する方法もあり，これは識別
モデル(discriminative model)に基づく方法とよ
ばれている．

)()|(),()|( ypyxpyxpxyp 

カテゴリの事後確率
（パターンの識別モデル）

データの同時確率
（データの生成モデル）



280Vapnikの原理Vapnikの原理

Vapnikの原理：ある問題を解くとき，その

問題よりも難しい問題を途中段階で解いて
はならない

生成モデルが分かれば識別関数を構成で
きるが，逆はできない．

生成モデルを求める問題は，識別関数を
求める問題よりも難しい？

識別関数を直接学習したほうがよい？



281試験について試験について

2月3日（月）10時45分～12時15分
S222講義室

試験内容：

専門用語の英単語（日本語→英語）

自由記述問題（以下より2問選択）

識別関数のよさを測る規準について

最尤推定法について

ノンパラメトリック法について

モデル選択について

自分が考えたパターン認識の例について

教科書，ノートの持ち込みは不可．


